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STUDIJU DALYKO (MODULIO) APRASAS

Dalyko (modulio) pavadinimas

Kodas

Kompiuterizuotieji fizikiniai ir technologiniai matavimai

Déstytojas (-ai)

Padalinys (-iai)

Koordinuojantis: Doc. Mindaugas Viliainas

Kitas (-i):

Studiju pakopa

Dalyko (modulio) tipas

Igyvendinimo forma

Vykdymo laikotarpis

Vykdymo kalba (-0s)

Reikalavimai studijuojan¢iajam

ISankstiniai reikalavimai:

Studentai turi buti iSklause bendrosios fizikos kursa

Gretutiniai reikalavimai (jei yra):

Dalyko (modulio) apimtis
kreditais

Visas studento darbo

Kriuvis

Kontaktinio darbo
valandos

SavarankiSko darbo
valandos

5

140 val.

64

76

Dalyko (modulio) tikslas: studiju programos ugdomos kompetencijos

Baiggs §j dalyka studentas gebés:

-spresti tinkamiausio jutiklio parinkimo duotam matavimui klausimag
-suprasti ir analizuoti matavimo prietaiso struktiira
-pritaikyti turimas fizikines Zinias kuriant kompiuterizuotus matavimo prietaisus.

Dalyko (modulio) studiju siekiniai

Studiju metodai

Vertinimo metodai

Zmlq apie jutiklius jgijimas

Paskaitos

Egzaminas

Ziniy apie analoginiy - skaitmeniniy keitikliy tipus

Paskaitos, laboratoriniai darbai

Egzaminas, laboratorinio darbo
vertinimas

ir veikima jgijimas

Ziniy apie analoginiy signaly apdorojimg jgijimas

Paskaitos, laboratoriniai darbai

Egzaminas, laboratorinio darbo
vertinimas

Supratimo apie matavimo prietaisy struktiirg

igijimas

Paskaitos, laboratoriniai darbai

Egzaminas, laboratoriniy darby
vertinimai

Gebé¢jimo konstruoti matavimo prietaisus LabVIEW

aplinkoje jgijimas

Laboratoriniai darbai

Laboratoriniy darby vertinimai




Kontaktinio darbo valandos

SavarankiSky studijy

laikas ir uZduotys
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1. Ivadas 3 3 | 2 | Matavimo vienety
Tarptautiné matavimo vienety sistema. Baziniai ir istorinio vystymosi
iSvestiniai matavimo vienetai. Etalonais ir fizikiném apzvalga.
konstantom apibrézti vienetai.
Bendros statinés ir dinaminés matavimy
charakteristikos.
2. Matavimo metodai ir jutikliai 16 16 | 32 | Paskaitose paliesty
Erdviniai matavimai. Trukmés ir daznio matavimai. matavimo sriciy
Mechaniniy dydziy matavimas kietose ir takiose detalesnés studijos
medziagose. Temperatiiros matavimai. Elektriniy ir
magnetiniy dydziy matavimas. Optiniai matavimai.
Radiacijos matavimai.
3. Analoginiy signaly diskretizavimas 4 6 10 | 11 | PasiruoSimas
Analoginiy - skaitmeniniy keitikliy tipai: dvigubo laboratoriniams
integravimo, nuoseklaus artéjimo, tiesioginiai, darbams ir jy rezultaty
sigma-delta, sudétiniai, konvejeriniai. Gréjaus kodas. apdorojimas.  Paskaity
Diskretizacijos daznio nestabilumo jtaka keitikliy medziagos analizé.
tikslumui.
4. Analoginiy signaly apdorojimas 5 6 11 | 8 | Pasiruosimas
Operaciniai stiprintuvai. Instrumentiniai stiprintuvai. laboratoriniams
Analoginé atmintis. Atraminés jtampos Saltiniai. darbams ir jy rezultaty
Analoginiai raktai. Rezistoriai, jy tikslumas ir apdorojimas.  Paskaity
stabilumas. Galvaninio atskyrimo grandinés. medziagos analizé.
Tipiniai jutikliy jungimo btidai. Matavimo tiltelis.
Paklaidos ir jy kompensavimas. Apsauga nuo
perkrovy.
5. Matavimo prietaisai 4 20 24 | 23 | Pasiruosimas
Tipiné kompiuterizuoto matavimo prietaiso laboratoriniams
struktiira. LabVIEW prietaisy kiirimo aplinka. darbams ir jy rezultaty
Kompiuterio funkcijos matavimo prietaiso apdorojimas.
architekttiroje. Kompensacinis prietaisas. PID
valdymas.
I§ viso | 32 32 64 | 76




Vertinimo strategija Svoris | Atsiskaitymo | Vertinimo Kriterijai

proc. laikas

Laboratoriniai darbai 40 Semestro metu | Teorinis pasirengimas laboratoriniam darbui, ataskaitos

parengimo kokybé, gebéjimas apibendrinti ir paaiskinti
rezultatus.

Egzaminas 60 Sesijos metu Atsakymy teisingumas ir i§samumas.

Autorius Leidi | Pavadinimas Periodinio Leidimo vieta ir leidykla ar
mo leidinio Nr. internetiné nuoroda
metai ar leidinio tomas

Privaloma literataira

Ed. J. G. Webster 1999 Measurement, Instrumentation CRC Press LLC

& Sensors
Measurement ~ Computing | 2012 Data acquisition handbook. A Measurement Computing
Corporation reference for DAQ and analog Corporation

& digital signal conditioning

Ed. Walt Kester 2004 Analog-Digital Conversion Analog Devices

Papildoma literatiira

Measurement ~ Computing | 2013 Data Acquisition Measurement Computing

Corporation Fundamentals: Improving Corporation

Measurement Quality with
Signal Conditioning
Walt Kester 2005 Which ADC Architecture Is Analog Analog Device
Right for Your Application? Dialogue  39-
06, June
Bob Judd 2010 Everything You Ever Wanted United Electronic Industries

to Know about Data
Acquisition




